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Alle Produkte / Testcharts / Testbilder zur Bildanalyse / Multifunktions-Kalibrierungsplatten fiir hohe VergréoRerungen

] Alle 2 Produkte der Produktfamilie

20X bis 100X Multifunktionsplatte

Produkt #56-077 EEEZE 5 In Stock

O 1) eos”

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4 €2.018,80 stlickpreis
Stk. 5+ €1.918,38 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Grofe (Zoll):
1x3

Dicke (mm):
9.00
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Gesamtgenauigkeit (Jum):

Parallelitat (Bogenminuten):
1.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Evaporated Chrome Pattern

Substrat:
Fused Silica (Coming 7980)

Oberflachenqualitét:
10-2

Oberflachenebenheit (P-V):

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 240:

Konform

PRODUKTDETAILS

Entwickelt zur Kalibrierung von Messsystemen

Ideal fur Mkroskope und Systeme der industriellen Bildverarbeitung
Beinhaltet konzentrische Kreise, Gitter, Strichgitter und lineare Mkroskala
e Zwei Platten fur verschiedene VergréRerungen erhéltlich

o NIST-zertifiziert

Mt einer einzigen Testplatte kdnnen alle Parameter eines Mkroskops und bildverarbeitenden Systems gemessen werden, ohne das weitere Testbilder bendtigt werden. Ideal zur Kalibrierung und Messung von Aufiésung,
Verzeichnung und Schérfentiefe (DoF) unserer Mitutoyo- und Zeissmikroskopobjektive und anderer Objektive mit hoher VergréRerung. Die Kalibrierungsplatten verfligen Uber Testfelder mit Liniengittern verschiedener
Frequenzen, Gruppen mit Punkten und konzentrischen Kreisen unterschiedlicher Strichdicke und Abstanden, eine Mikrometerskala und Kantenbldcke zum Aufbocken der Platte fir DoF-Messungen. Eine Informationskarte, die
komplette Anleitung auf CD und ein NIST-Zertifikat sind im Lieferumfang enthalten.

Die Kalibrierplatte mit niedrigen Frequenzeignet sich fiir optische Systeme mit 4Xbis 20X Objektiven. Sie istideal fir bildverarbeitende Systeme mit niedriger VergréfRerung und langen Arbeitsabstanden.
Die Kalibrierplatte mit hohen Frequenzen eignet sich furr optische Systeme mit 20Xbis 100X Objektiven. Sie istideal fir Mkroskope und andere Systeme mit hoher VergréRerung und kurzen Arbeitsabstanden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (um)
5.0 0.25 20
4.0 0.25 15
3.0 0.25 10
20 0.10 75
1.0 0.10 5

Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (um)
45 0.25 20
45 0.25 15
45 0.25 10
45 0.10 15
45 0.10 10
45 0.10 5
255 0.075 10
255 0.075 5
255 0.050 5

255 0.050 25


http://www.edmundoptics.de/document/download/526911

Range (Ip/mm) Frequency Change (Ip/mm)
60 - 380 20
e
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0-68.2 20 50
e
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (um)
3.0 0.25 10
20 0.10 75
15 0.10 5
1.0 0.05 5
1.0 0.05 25

Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (um)
3.0 0.25 10
3.0 0.25 75
3.0 0.25 5
3.0 0.10 10
3.0 0.10 75
3.0 0.10 5

255 0.075 10
255 0.075 5
255 0.050 5
255 0.050 25

Range (Ip/mm) Frequency Change (Ip/mm)

240-600 10

Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions

0-682 20 50
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